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(57) Abstract: The aim of the invention is to determine the refractive index and/or compensation of the influence of the refractive 
index during interferometric length measurement with the aid of an interferometer (13, 13') impinged upon by at least two measuring 
beams (v 2 , v 3 ) having at least defined frequencies with an approximately harmonic ratio. Interferometric phases are evaluated for the 
at least two measuring beams (v 2 , v 3 ) at the outlet of said interferometer. The interferometric phases corresponding to the harmonic 
ratio of the frequencies of the measuring beams (v 2 , v 3 ) are multiplicated and at least one phase difference of the thus formed phase 
value is examined. According to the invention, at least one of the measuring beams (v 3 ) can be modified in the frequency thereof and 
a control signal which is used to modify the frequency of the measuring beam (v 3 ) which can be modified in the frequency thereof is 
formed from the obtained phase difference and the measuring signal controls the frequency in such a manner that the phase difference 
— in zero - li is ^ so possible to determine the refractive index or the length measurement by measuring a frequency difference. 

(57) Zusammenfassung: Zur Bestimmung der Brechzahl und/oder Kompensation des Brechzahleinflusses bei interferometrischen 
0 Langenmessungen mit Hilfe eines mit wenigstens zwei Messstrahlen (v 2 , v 3 ) mit wenigstens definierten, etwa in einem harmonischen 
<S| Verhaltnis zueinander stehenden Frequenzen beaufschlagten Interferometers (13, 13'), an dessen Ausgang interferometrisch Phasen 

Ofur die wenigstens zwei Messstrahlen (v 2 , v 3 ) ausgewertet werden, wobei eine dem harmonischen Verhaltnis der Frequenzen der 
Messstrahlen (v 2 , v 3 ) 
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entsprechende Multiplikation der interferometrischen Phasen vorgenommen und wenigstens eine PhasendifFerenz der so gebildeten 
Phasenwerte betrachtet wird, wird vorgesehen, dass wenigstens einer der Messstrahlen (v 3 ) in seiner Frequenz variierbar ist und dass 
aus der gebildeten Phasendifferenz ein Steuersignal zur Veranderung der Frequenz des in seiner Frequenz veranderbaren Messstrahls 
(v 3 ) gebildet wird, mit dem die Frequenz so geregelt wird, dass die Phasendifferenz zu Null wird. Hierdurch kann die Ermittlung 
der Brechzahl oder die Langenmessung durch eine Messung einer Frequenzdifferenz erfolgen. 



